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Рентгенофлуоресцентный метод измерений толщины металлических покрытий является одним из
самых востребованных неразрушающих методов в связи с развитием высокотехнологичного сектора
машиностроения, приборостроения и электроники. В виду ограничения данного метода в части
использования справочного значения плотности материалов покрытий при определении толщины
металлических покрытий остро стояла задача разработки методических подходов для определения
плотностиматериалов нанесенныхпокрытий. Авторамипредложенафизико-математическаямодель
измеренийплотностиматериалов покрытий, которая была подтверждена экспериментальнымиисследованиями
моделейпокрытийи легла в основу разработаннойметодики количественного определения плотности
покрытий для измерений толщины покрытий рентгенофлуоресцентным методом.
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